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V{nélez ¥es{ materidlovou w¥sporu pii
realigzeci komparan{ diegnostiky multimikro-

pot{taZového systému pomoci vestaviénych kom- -

pargtord. : _
esen{ se dosshuje néhradou redundetnich
nmikropotitadovich podsystémi pomoci simulé-
tord, ;iegichi podsteta spo¥ivé v predvidéni
nédsledujici adresy po provedenfi instrukce.
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Predmétem vyndlezu je zapojeni nehomogenhtho systému pro kompara¥nf diegnostiku, kte-
ré YeBi materidlovou usporu pti reslizaci komperedni diagnostiky'multimikropoéttaéoyého
systému pomoci vestavEnych kompardtord.

DileZitym kritériem pro ndvrh multimikropofftafového systému je zabezpefenf jeho auto-
nomnf disgnostikovetelnosti. Jednou z metod, které se v prexi pouf{vé, Je komparace stavd
sb¥rnic jednotlivych mikropodftaZovych podsystémd v redlném Zese pomoci vestavinfch kompa-
rétorli. Tato metoda mé hlevni vyhodu v rychlosti provedeni testu. Mirou disgnostikovatelnos-
ti systému byvéd ¥esto ozna¥ovén meximdlni pFipustny polet poruch t, ktery se miZe v systé-
mu soulasnd vyskytnout pfi zachovéni lokalizovatelnosti vZech poruch.

v kompa;aénim zapojeni se ukazuje, Ze Je nutny minimdln{ po¥et srovndvenych podsysté-
md ﬁAmiﬁ.= t+2, poZet kompardtoru nCMin.z(t52)° 1 a diagnostike miZe probthat v Jednom kro-
ku testu tj. bez reeslizace opravy mi¥eme lokalizovat vdech t .poruch. Dosud pou¥fvend zepo-
Jjen{ kompera¥nfho typu visk nere¥f oblast dlagnostiky nehomogennfch systémd a uvaZujf
komparaci shodnyech podsystémi. Tim se p¥i ndvrhu multimikropo¥ftaZového systému z hlediska
autonomnf disgnostikovetelnosti vyluduje moZnost pou¥it{ nap¥fklad simuldtord misto re-
dundatnfch podsystémi, co pFedstavuje uriitou materiélovou usporu.

Tuto nevyhodu odstranuje zepojeni nehomogenniho systému pro komperaZni diagnostiku,

- Jeho% podstata spo¥fvd v tom, %e adresni svorka prvniho mikropo&ftafového podsystému Je ,
spojene s prvn{ svorkou prvntho kompardtoru & s prvni svorkou t¥ettho kompardtoru, sdresn{
svorka druhého mikropo¥{ta¥ového podsystému Je spojena s druhou svorkou prvniho kompardto-
ru a s prvai svorkou druhého komperdtoru, adresni svorke prvntho simuldtoru je spojene
s druhou svorkou druhého kompardtoru & s druhou svorkou pétého kompardtoru, detové svorke
prvn{ho mikropodftedového podsystému Je spojene s prvn{ svorkou ¥tvrtého kompardtoru,
datovd svorke druhého mikropo¥fteXového podsystému je spojena s druhou svorkou &tvrtého
komparétoru, vfstupni svorkes ¥ddosti o pFeruseni prvniho'mikropoéitaéového podsystému je
spojene. se t¥etf{ svorkou synchronizdétoru, svorka fetch-signdlu prvniho mikropoZitafového
podsystému Je sbojena 8 druhou svorkou synehronizétoru, v¥stupni svorka ¥6dosti o pferuse-
ni druhého mikropodftefového podsystému jJe spojens s pétou svorkou synchronizdtoru,

" svorka fetch-signélu druhého mikropo¥ftaXového podsystému Je spojens s prvnf{ svorkou
synchronizdtoru, &tvrtd svorka synchronizdtoru Je spojena s ¥{dieim vstupem druhého kom-
pardtoru a s ¥fdicim vstupén t¥etiho komperdtoru, Zestd svorka synchronizétoru jJe spojens
se vstupni svorkou %4dosti o pterusent prvnfho mikropoZftafového podsystému; se vstupni
svorkou Zédosti o pferusenf{ druhého mikropoéitaéového podsystému a se vsiupni svorkou
£4dosti o preru¥eni prvnfho simulédtoru, svorka Ffzen{ prvniho mikropo¥ftsfového podsystému
Je spojena s prvni svorkou sedmého kompsrétoru, svorke ¥f{zeni druhého mikropo¥ftafového
podsystému Je spojens s druhou svorkou sedmého kompardtoru a vy¥stup sedmého kompardtoru Je
spojen se tret{ svorkou prvnfho kompardtoru.

Vyhodou uvedeného zapojenf Je urditd materiélové‘usbora, kieréd spo¥fvé v néhrad¥ redun-
datniho mikropo¥ftaZového podsystému funk¥n¥ redukoveanym simulétorem p¥i zachovéni sutonomni
diesgnostikovetelnoati systému pre viskyt jedné poruchy. Pomoc{ komparmce dstovych sbirnie
lze urfit okem¥ik neshody a po sejmut{ hld¥en{ z komperdtord edresnich a ¥{dicfch sbirnic
e kodu ¥{zenf probthajfci{ operace se provede dalidf enslyza p¥{3iny vzniku neshody v rémeci -
podsystému. Pro libovelny polet poruch t je moZné doplnit systém tolike simulédtory, aby by~

" la zejiSt&na autonomni disgnostikovatelnost.

Na pfiloZeném vykresu je uvedeno zapojen{ nehomogenniho systému pro kompere¥n{ diegnosti-
ku podle vynélezu. Adresni svorke 12 prvnfho mikropo¥{telového podsystému )} Je spojena s prv-
nf svorkou §1 prvntho komperdtoru §, s prvni{ svorkou 91 ¥estého kompardtoru 3 a s prvni svor-
Tkou 141 t¥etfho kompardtoru 14. Adresni svorke 23 druhého mikropo¥fta¥ového podsystému 2
Je spojena s druhou sverkou §2 prwmiho kompardtoru § a s prvn{ svorkou 71} druhého kompard-
toru 7. Adreani svorka 31 prvnfihe simulétoru ] Je spojena s druhou svorkou J2 druhého
kompardtoru 7, s prvni sworkou §i pétého kompardtoru § a s druhou svorkou 142 tretiho
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komparétoru 14. Datovéd svorka 17 prvnfho mikropo¥{ta&ového podsystému ) je spojena s prvni
svorkou 150 &tvrtého kompsrdtoru 15. Datové svorka 24 druhého mikropodita¥ového podsystému
2 je spojena s druhou svorkou 151 Stvrtého kompardtoru 13. Vystupnt svorks 1] %¥d4dosti o ple-
rusenf prvntho mikropo¥fitafového podsystému 1 je spojena se t¥etf svorkou 32 synchronizé-
toru 5. Svorks 13 fetch-signélu prvniho mikropodftafového podsystému ) Je spojena s dru~
hou svorkou 51 synchronizdtoru 3. Vystupnf svorke 22 Z%ddosti o pleruSeni druhého mikro-
potftefového podsystému 2 je spojena s pétou svorkou 34 synchronizétoru 3.

Svorka 21 fetch-signdlu druhého mikropoéitaéového- podsystému 2 je spojena s prvni
svorkou %0 synchronizdétoru 3. Stvrtd svorks 53 synchronizdtoru 3 Je spojena s #{dicim
vstupem 70 drihého komperdtoru 7, s ¥fdici{m vstupem 140 t¥etfho kompardtoru i4, s ${di-
cim vstupem 80 pétél}o kompardtoru 8 & s ¥{dicim vstupem 30 ¥estého kompardtoru 3.

Sestd svorka 55 synchronizdtoru 3 je spojena se vstupni svorkou 10 %4dosti o pre-
ruseni{ prvaiho mikropo¥ftadového podsystému _i, se vstupni svorkou 20 Zédosti o plreru-~
gen{ druhého mikropoditaového podsystému 2, se vstupni svorkou 20 Zddoati o pferude-
ni prvntho simuldtoru 3 a se vstupni svorkou 40 Zddosti o pferuseni druhého simuldétoru
4. Adresnf svorka 41 druhého simuldtoru 4 je spojena s druhou svorkou 82 pétého kompa-
rétoru 8 a s druhou svorkou 92 Zestého kompardtoru 9.

Svorke 18 rfzeni prvnfho mikropo¥{itafového podsystému ) Jje spojena s prvni svorkou
160 sedmého kompardtoru 16. Svorka 25 ¥izeni druhého mikropo¥ftatového podsystému 2 Je
spojena s druhou svorkou 161 sedmého kompardtoru 16. V§stup 162 sedmého kompardtoru 16
Je spojen se t¥etf svorkou 60 prvnfho komparétoru §.

V mikropo¥ftafovych podsystémech, které Jjsou funkénf, je v disgnostickém reZimu
souesn¥ spuitdn shodny testovac! program. Jeho synchronnf pribdh je komparovén prostied-
nictvim komparétord §, 7, 14, 15 & 16 pro piipad zapojenf s t=1. Prvni simulétor 3,
ktery se sklddé z ¥fte¥e po¥tu instrukef, z dekodéru mist v¥tveni testoveciho programu, '
a z pam&ti névddt{ testovaciho prograsmu, vysfld na edresn{ svorce 23 o&ekdvanou adresu,
tj. plnf funkci predvidee ndsledujic{ adresy po provedeni jedné instrukce testovactho
programu.

74dosti o preruseni, které vzniknou v mikropo¥{tafovich podsystémech 1 a 2, jsou
zevedené pPes svorky 52 e 54 do synchronizétoru 2 e ne svorce 55 se objev{ Zddost o piFe-
rufenf sesynchronizovend s fetch-signdly z mikropodfitafovych podsystémd | & 2, aby se
zarusilo skceptovéni %ddosti v rémci stejné instrukce. Na vstupni svorce 30 zpisobf
tento signél vyb¥ér p¥{sludné sdresy z pem¥ti név&st{. Kompardtory I e 14 Jsou ¥{zené
fetch-signdly ze svorky 53 synchronizdtoru 5, tek%e dochdzi ke komperaci pouze adres
instrukef. Prvni komparétor § srovnévé vBechny stevy ne adresnfch sbirnicich e sedmy
kompardtor 16 srovnévé vSechny stevy na #{dicich sb¥rnicfch a v§sledky posflé do prvniho
kompardtoru §.

V§sledky komparac! se z vfstupd 63, 73 e 143 posflaejf do stavového dekodéru (neni
zakresleny), ktery povefujeme spolu se synchronizétorem 3 a s komunike®nimi sb¥rnicemi
za tvrdé jédro. Ve stavovém dekodéru se ur¥f v pripad¥ detekce neshody, zda porucha je
v prynim mikropo#ftadovém podsystému i, nebo ve druhém mikropolite¥ovém podsystému 2,
nebo v n¥kterém kompardtoru §, I, 14, enebo v prvnim simuldtoru 3. ProtoZe toto diagnos-
tické rozliSenf je pFfli hrubé, je v systému zabudoveny &tvrtf kompardtor 15 a sedmy
kompardtor 16 pro detekel neshddy na datovych a Ffdicich sb¥rnicich mikropo¥{taXovych
podsystémd 1 a 2. : '

Signél z vystupu 152 mi%e byt zpracovén pro p¥ikez k zéznamu kx6du probfhajfci ope~
race @ ¥fdici sbdrnice Jednoho z mikropo¥fte¥ovich podsystémd, obecnd z podsystému se
sprévnym kédem Ffzenf, & hléd3en{ prvnfho kompardtoru §. Z t&chto Udejd se po skon&en{
testu uré{ vym&nny modul s poruchou (mikroprocesor, pem&i, perifernf zaFfzenf).
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Komparace #{dicich sb&rnic Je zahrnuta do hlédZenf prvnfho kompardétoru § e signe-
lizuje v p¥{ped& neshody poruchu v n&kterém z mikroprocesord. Pokud Je nutné uvaZovet
sou¥asnd moZnost detekce dvou poruch trvalého charskteru t=2, prilemZ dojde v pribZhu
testu elespon k jedné neshod® mezi tZmito poruchami, potom musime zajistit komperaci
Etyl podsystémd pomoci p¥ti kompsrdtord. Kdy% nehradime jeden podsystém simulétorem, pro
tFfi podsystémy potFebujeme t¥i plné komperétory edresnich, ¥fdicich s daetovfch sbirnic
& pro konparoci se simuldtorem dve redukovené kompardtory sdresnf{ch sb¥rnic.

P¥i detekei poruchy se nust zaeznemenat kromd adresnfho syndromu také detovy syn-
drom. Zde mohou nastet t¥i rizné situece p#i detekci dvou poruch:

.a) existuje porucha.fizani nebo adresace mikroprocesoru ve dvou podsystémech, po-
tom k lokelizaci mikroprocesord steff{ sdresnf syndrom;

b) existuje poruche pamZti nebo dat mikroprecesoru ve dvou podsystémech, potom
kéd ¥izen{ lze zeznemenat z libovolného podsystému a z tohoto ddaje a z detového syn-
dromu se uri{ pam&ti nebo mikroprocesory v rémeci podsystémi;

c) existuje porucha pamiti nebo dat mikroprocesoru v jednom podsystému a poruche
F{zen{ nebo adresace mikroprocesoru v druhém podsystému, potom z sdresnfho syndromu lze
urdit podsystém se sprévnym kédem e z ntho a z datového syndromu lokalizovet poruchu
v rémei podsystému. Podsystémy s poruchou se ur¥{ po skon¥enf testu z adresntho syndromu.
Vykres popisuje dels{ veriantu, kterd spo¥fvé v néhradd dvou podsystémd prvnim simuld-
torem 3 & druhym simulétorem 4. HldZen{ o pf{padné neshod¥ se pPeddvéd z vi¥stupd 63, 13,
83, 93 & 143 op¥ét do stavového dekodéru pro urdenf mists poruchy. V tomto priped¥ nelze
provéddt d¥innou detekei poruchy prost¥ednictvim komperece datovych, adresnich e #{di-
cich sbirnic a diagnostické rozliSenf je na urovni vyminného podsystému, simulétoru nebo
komperdtoru. Komperdtory &, 7, 8, 9, 14, 15 @ 16 se testujf napffklad jednotlivd z mikro-
po¥ftaZovfch podsystémd 1 e 2 p¥i spojenych svorkdch §1; 62, resp. 71, 12, resp. 81, 82,
resp. 31, 92, resp. 141, 142, resp. 150, 151, resp. 160, 161 (nenf predmstem této pi¥i-
hlésky vynélezu).

Uvedeny systém lze zndzornit z hlediske disgnostiky grefovym modelem G /UF’ Uy
UCC’ Ucn, UP’ ¢, T, D/, kde UF Je mnoZine uzld odpovidejfc! jednotlivym funk¥nim modu~
18m Wp /mikroprocesory, pamdti, vni3}s{ zer{zent/, Uy Je mnoZina uzld uyy odpovidajicich
shodnym podsystémim, které sestdvajf z moduld W p /mekromoduly/, Uge Je mnoZine uzld
Yscc odpovidejfeich Jednotlivym uplnym komparadnim modulim /komparétory/, Upp Je mnoZi-
na uzld UyoR odpovidajieich Jednotlivym redukovenym kompera¥nim moduldm /komparétory/,
Up Je mnoZine uzld wp odpovidajfcich jednotlivym simulaZnfm modulim /simulétory-pred-
vidae¥e/, C je mno¥ina hran-—ﬂc¥ q reprezentujicich komparace moduld LI uyp respektive
Usys gy respektive usp, Yp real gované komparétorem Yoo respektive Uors T Je mnoZine
hran —» tj reprezentujicich Uplny detekdn{ test modulu u p respektive Yyc respektive Uyp
respektive u y realizoveny mekromodulem Uy 8 D je mno¥ina hran =3 di,j reprezentujfcich
moZnost obousmdrné resp. Jednosm¥rné stimulece mezi mo?uly LI qu, respektive Uy ujp.

Kkjednotlivym hgeném se pripisuj{ bindrn{ véhy vy, respektive wy respektive W4
Véhe wy =0, kdy% komparétor U, o nedetekaval neshodu do okem¥iku vyhodnoceni, v openém
p¥{ped¥ =1. Véha wi =0, kdyZ test t; nedetekoval poruchu, v opedném p¥fpedd =1. Véha
Wy pfipsend k hrehé-——-di' Je rovna 0, kdy% v okem¥iku detekce poruchy zdrojem sti-
mulu Je modul w; a je rovna 1 v p¥{padd, Ze zdrojem stimulu je modul ud{

Véhy mej! nedefinovenou hodnotu x (0,1), kdy% moduly realizujfcf denou operaci
maji poruchu. Uvaiujeme pouze poruchy trvelého charskteru a predpoklddéme, Ze v dﬁsléd-
ku rychlosti provedenf testu nevznikne v pribZhu testu porucha, Hodnoty veh se po pro-
vedeni testu dekddujfl ve stavovém dekodéru, ktery povafujeme spolu se synchronizétorem
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a s komunikednimi cestami za tvrdé jédro. Zepojenf, které je predmitem vyndlezu, znd-
zornime ndsledujfceim diamgnostickym grefem na drovni podsystémdi:

kde u1M
YoM
u3 P
Up
UscR
YsCR
U7CR
YscR
Y9cR

Je
Je
Je

 Je

Jje
Je
Je
Jje
Je

prvnf mikropodita¥ovy podsystém 1 \
druhy mikropodita¥ovy podsystém 2 @
prvni simulétor 3

druhy simuldtor 4

druhy komperdtor 7

prvni kompardtor §

Sesty kompardtor 9

tFret{ komparédtor 14

péty komparétor 8.

Zepojeni, které Jje v prvnim bodu predm¥tu vynélezu zndzornime diagnostickym grafem na

drovni fupk&nich moduld:

kde u r je pamdi, Uop Jje mikroprocesor, U3 Je pi¥idavné zeifzen{, U 4p Jje pam¥i, U5p

1
Jje mikroprocesor, W6F Je pr¥idevné za¥izen{, Y 00c Je Yplny komparednf{ modul sesteveny
2z prvniho komparétoru 6, ze tvrtého kompardtoru 15 a ze sedmého kompardtoru 16.

Za pYedpokladu, Ze kaZdéd poruche v mikropoliteadovém podsystému ] nebo 2 se projevi
v pribdhu testu alespon jednou nesprévnou edresou instrukce, 8 %e kaZdé avé rizné poru-
chy v komparovanych modulech se projevi alespon jednou riznymi odezvemi, je systém repre-
zentoveny prvnim grafem sekven®n& diegnostikovatelny pro dv& poruchy t=2 (do kaZdého
komperatniho modulu musf vstupovet alespon jedna testovaci hrena). Pritom musi vnit¥nf
struktura simuldétord zajistovat jejich sutonomnf funkei.
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Vyplyvd to z teoretickyeh zdvird modelu, Ze poédt komperovanych moduld Pamin, = 142
a polet kompardtord Nopin, =(t;2) = 1 pro p¥{pad autonomn{ stimulace komparovenych mo-
duld. Definujeme diegnostikovatelnost systému tek, Ze vSechny makromoduly s poruchou

/nM mikropo&{tadovych podsystémd/ Jjsou identifikovatelns.

Pokud se tfkd ¥dsti systému, kterd je obsaZena v prvnfm bodu pPedmitu vynélezu, jed-
né se o systém disgnostikovetelny pro t=1 /druhy disgnosticky graf/. 8tvrt§ kompardtor
13 detekuje neshody na datovych sb¥rnicfch podsystémd e sedmy komperdtor 16 detekuje
neshody ne rfdicich sb&rnicich podsystémd. Ve stevovém dekodéru musf byt zeji¥tino ulo-
¥eni stevu v¥stupu §3 prvnfho kompardtoru § a kod ¥fzenf v okem¥iku detekce neshody tvr-
tym komperétorem 15.

Obecn¥ musfme zajistit 2t + 1 kompsrovanfch moduld, gz Eehof miZe byt t simuldtord.
V okam¥iku detekce poruchy se musf uloiit i datovy syndrom. Pro komparaei je tfebl(t;‘
dplnych kompardtord a(};')redukovnnych kompardtord. Rozd{l tohoto zapojen{ proti zapojent
s t+2 komparovanymi moduly pFi stejné urovni lokslizace spo¥fvé v odstraninf pFedpokladu
alespon jednoho rogzdflu v odezvéch dvou modult s poruchou v prib&hu. testu, pFilemZ viek

t modulld nemus{ byt plnohodnotnymi mikropoZftaovymi podsystémy.

V pripad¥, Ze nen{ zaji¥tdnas eutonomn{ &innost simuldtoru, hnpriklld prvnf{ mikro-
potitadovy podsystém 3} pFreddvé do simuldtoru informece o mistech vétven{, potom uvedeny
polet moduld nesta¥{ pro zajist¥ni diegnostikovatelnoati a je tiedba 2t + 2 komparovanych
moduld pro t=1. V grafu se potom objevi hrnna-—qbdi oznedujfc! stimulaci modulu Uyp
modulem Uy Pro ¢t 2 2 je zajisténa diagnoatikovatdinoat p¥l t+2 kompsrovanych modulech
8 Jednim simuldtorem a p¥i maximélnim podtu simuldtord musf byt rovng% 2t + 2 komparo-
venych moduld. :

MoZnost pou¥it{ popseného zapojeni je p¥i syntéze multimikropo¥itadovych systémd
s ohledem ne usporu meteridlu p¥i zachovén{ jejich sutonomnf disgnostikovatelnosti.

PREDMET VYNLALEZU

1. Zepojeni nehomogennfho systému pro komparedn{ disgnostiku sestdvajfc{ z mikro-
potitetovych podsystémd obsehujfcich mikroprocesor, pemdf e prfdavné zaffzenf, ze syn-
chronizdtoru, z komperdtord a ze simuldtord, vyznalujfcf se tfm, Ze adresnf svorka (12)
prvniho mikropo¥ftadového podsystému (1) je spojens s prvnf svorkou (61) prvafho kompa-
rdtoru (6) a s prvnf svorkou (141) t¥etfho kompardtoru (14), adresnf svorka (23) dru-
hého mikropo¥ftefového podsystému (2) je spojena s druhou svorkeu (62) prvntho kompa-
rdtoru (6) e s prvnf svorkou (71) druhého komperdtoru (7), sdresnf svorka (31) prvntho
simulétoru (3) Je spojena & druhou svorkou (72) druhého komparétoru (7) & s druhou svor-—
kou (142) pétého kompardtoru (14), datovéd svorka (17) prvntho mikropo¥fta¥ového podsys-
tému (1) je spojena s prvnf svorkou (150) &tvrtého kompardtoru (15), detové svorka (24)
druhého mikropo¥ftaového podsystému (2) je spojena s druhou svorkou (151) &tvrtého kom-
pardtoru (15), vystupn{ avorke (11) #édosti o p¥erudenf prvatho mikropo¥ftaového pod-
'systému (1) Je spojena se t¥etf svorkou (52) synchronizdtoru (5), svorka (13) fetch-
-signélu prvnfho mikropodftadového podsystému (1) Je spojena s druhou svorkou (51)
synchronizdtoru (5), v¥stupnf svorka (22) %ddosti o prerufen{ druhého mikropod{taZové-
ho podsystému (2) je spojena s pdtou svorkou (54) synchronizétoru (5), svorka (21) fetch~
-signélu druhého mikropo¥fta¥ového podsystému (2) je spojena s prvnf svorkeu (50) synchro- -
nizétoru (5), ¥tvrtd svorke (53) synchronizétoru (5) je spojena s F{dictm vstupen (70) .
druhého kompardtoru (7) e s ¥fdicfm vstupem (140) t¥etfho kompardtoru (14) e Sestd svorka
(55) synchronizdtoru (5) je spojene se vstupn{ svorkou (10) #&dosti o preruSent prvatho
mikropoditedového podsystému (1), se vstupnf svorkou (20) ¥édosti o pFeru¥enf druhého
mikropof{tadového podsystému (2) a se vstupni svorkou (30) Zédosti o prerufeni prvnfho
simuldtoru (3), svorke (18) ¥fzeni prvnfho mikropoZ{teXového podsystému (1) je spojena -
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s .prvni svorkou (160) sedmého kompardtoru (16), svorka (25) ¥fzenf druhého mikropodi-
taového podsystému (2) je spojena s druhou svorkou (161) sedmého komperdtoru (16) e vj-
stup (162) sedmého kompatéroru (16) je spojen se tfgti sgvorkou (60) prvnfho kompardtoru (6).

2. Zapojeni podle bodu 1, vyznalujfc{ se tim, Ze adresnf svorka (31) prvnfho si-’
mulétoru (3) Je ddle spojena s prvni svorkou (81) pétého komperdtoru (8), jehoZ druhd
svorka (82) je spojena s adresnf svorkou (41) druhého simuldtoru (4) a s druhou svorkou
(92) Zestého kompardtoru (9), piidem# prvni{ svorka (91) Sestého komperdteru (9) je spo-
Jena s adresni svorkou (12) prvniho mikropo&itedového podsystémi (1), jeho%.vstupn{
svorkas (10) %4dosti o preruleni Je ddle spojena se vstupnf svorkou (40) Zddosti o pre-
rusent druhého simulétoru (4) a &tvrtd svorka (53) synchronizdtoru (5) je ddle spojena
s Pfdiecfm vstupem (80) pétého kompardtoru (8) a s ¥fdicim vstupem (90) Xestého kom-
pardtoru (9). :

1 vykqes
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